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　　采用 X射线衍射 K值法测定高强度悬式瓷

绝缘子原材料中几种粘土矿物的 K值,其目的是

能较准确定量原材料中粘土矿物如蒙脱石 、绿泥

石 、伊利石和高岭石等。标样选用原中科院地球

化学所 《矿物 X射线粉晶鉴定手册 》编著组收集

的纯蒙脱石 、绿泥石 、伊利石 、高岭石,参比物质采

用石英 。通过对配比的组合样进行 K值测定, 测

得蒙脱石的 K值为 3.00,绿泥石的 K值为 4.55、

伊利石的 K值为 5.56和高岭石的 K值为 2.35。

在选用高强度瓷绝缘子原材料时, 通常对某

些原材料中的粘土矿物的含量有严格的控制, 而

粘土原料一般是由多种矿物组成。如高岭石型粘

土 、石英型粘土 、伊利石加高岭石型粘土
[ 1]
等粘

土原料中蒙脱石 、绿泥石 、伊利石和高岭石等矿物

各占的含量对烧结成瓷的绝缘子产品的电气性能

影响极为重要 。高岭石是由花岗岩 、长石经自然

风化而形成的土状, 故亦称为高岭土 。高岭土类

实际上包括高岭石 、地开石 、埃洛石和珍珠陶土

等 。山西左云高岭土被行业推荐为电瓷用标准原

料, X射线衍射 (XRD)谱图表面以高岭石为主,

其次含有石英 、伊利石和蒙脱石等,高岭石含量约

占整个粘土类矿物的 80%
[ 1]
。这类粘土是超高

强瓷绝缘子必用原料。其次是石英型粘土, 石英

型粘土主要以石英为主,含有少量的蒙脱石 、高岭

石 、伊利石和绿泥石等。石英型粘土也是电瓷坯

料必备原料
[ 1]

,这两类原料因地质成因不同致使

蒙脱石 、绿泥石 、伊利石和高岭石等含量差异较

大 。因此准确测定粘土矿物的含量是高强度悬式

瓷绝缘子原材料选用的主要环节, 是直接关系到

瓷绝缘子产品质量的重要指标 。

1　 K值法原理

K值法是一种内标法
[ 2]

, 该方法的优点是标

样用量少,对选定的标样纯度要求不是非常严格,

同时无需考虑标样中不同结晶水系列化合物, 只

要选定被鉴定矿物的 2θ范围或特征鉴定峰,消除

其它矿物的衍射峰进入该 2θ范围, 即可较为准确

计算被测样品的含量 。

K值法的基本公式:

Ij
IS
=KS

jXj
Xs

上式可写成:

Xj=
Ij
Is
·
XS
XS
j ( 1)

当 Xj=Xs=0.5时, K
j
s=Ij/Is ( 2)

式中:Ij为待检测相 j的特征峰衍射强度;Is为参

比物质相 S′的特征衍射峰强度;Xj为待检测相 j

在被测物质中的百分含量;Xs为参比物质相 S的

添加量对被测物质的百分比;K
j
s为待测相 j对参

比物质相 S参比强度,或称 K值 。

2　K值测定

2.1　仪器与实验条件

　　XRD:D/Max-2200型 X射线衍射仪, CuKα

辐射, 石墨单色器滤波, 管电压 40 kV, 管电流 30

mA。狭缝:DS/SS1°、RS/RSM 0.3 mm, 扫描速度

3(°) /min。

2.2　试样配比

按 1∶1重量比称取标样和参比物质 200 mg
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配比成组合样,用超声波振荡器进行振荡混合,振

荡 10 ～ 20分钟, 使之充分混合均匀,同时将样品

磨碎至小于 200目 。

2.3　K值测定

按照 K值法基本公式的相关内容,依次测定

标样和参比物质特征衍射峰的衍射强度 (图 1),

并对每一衍射峰重复测定 5次, 取其有效值或平

均值,将有效值或代入上 ( 2)式,即可测得高岭石

的 K值。

a.参比物质石英;b.高岭石标样

图 1　高岭石标样与参比物质石英的 XRD谱图

　　本文拟定配制三组测定高岭石 K值的组合

样,确定高岭石 ( 001)为特征衍射峰, 按上述条件

每组测 5次, 测得三组高岭石 ( 001)晶面对于石

英 ( 100)晶面参比强度的 K值, 取其平均值进行

计算, 得高岭石的 K值为 2.35。

用上述方法测定的 K值, 对含高岭石混合样

品中高岭石的质量分数进行了实测验证, 其误差

在 ±4%。但高强度瓷绝缘子原材料通常都含有

不等量的非晶质, 如果在较能准确的测定非晶质

含量的同时,用该方法测定高强度瓷绝缘子原材

料中粘土矿物的含量误差较小 。

试验同时对蒙脱石 、绿泥石和伊利石等矿物

的 K值进行了测定和计算, 结果蒙脱石的 K值为

3.00、绿泥石的 K值为 4.55和伊利石的 K值

为 5.56。
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